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Zakres akredytacji Nr AP 180

Laboratorium Wzorcujace

ul. Kadtubowcéw 4, 81-336 Gdynia

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem S Procedura wewnetrzna
o wartosci dziatki elementarnej: PP TENSLAB/CZ/5/24
0,01 mm 0 mm do 3 mm 3,1 ym
0,001 mm Metoda bezposrednia
0,002 mm z zastosowaniem
gtowicy mikrometrycznej
Czujniki analogowe o wartosci dziatki S Procedura wewnetrzna
elementarnej: PP TENSLAB/CZ/5/24
0,1 mm 0 mm do 50 mm 7 pm
0,01 mm 0 mm do 50 mm 3 um Metoda bezposrednia
0,001 mm 0 mm do 50 mm 3 um z zastosowaniem
gtowicy mikrometrycznej
Czujniki analogowe o wartosci dziatki S Procedura wewnetrzna
elementarnej: PP TENSLAB/PCZ/1/25
0,1 mm 0 mm do 100 mm 17 pm
0,01 mm 0 mm do 100 mm 3 pm Metoda bezposrednia
0,001 mm 0 mm do 100 mm 3 pum z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci: S Procedura wewnetrzna
0,01 mm 0 mm do 50 mm 7 ym PP TENSLAB/CZ/5/24
0,001 mm 0 mm do 50 mm 4 pm
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
gtowicy mikrometrycznej
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci: S Procedura wewnetrzna
0,01 mm 0 mm do 100 mm 17 ym PP TENSLAB/PCZ/1/25
0,001 mm 0 mm do 100 mm 3 pm
0,0005 mm 0 mm do 100 mm 3 pum Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Folie wzorcowe 0 mm do 1,5 mm 4,3 ym S Procedura wewnetrzna
1,5 mm do 5 mm 8,0 ym PP TENSLAB/WZ.GR/2/25
5 mm do 10 mm 16 pm
10 mm do 15 mm 24 pm Metoda bezposrednia
15 mm do 20 mm 32 pm z zastosowaniem
20 mm do 25 mm 40 pm diugosciomierza poziomego
Glebokosciomierze czujnikowe 0 mm do 100 mm 3 um S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/PCZ/1/25
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Glebokosciomierze mikrometryczne 0 mm do 200 mm 1+10 L pym S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/GLt/3/18
L — wielko$¢ mierzona (m)
Metoda bezposrednia
Glebokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 150 mm 20 pm z zastosowaniem plytek
0 mm do 300 mm 27 pm wzorcowych
0 mm do 400 mm 28 pm
0 mm do 500 mm 30 ym
Grubosciomierze czujnikowe 0 mm do 100 mm 3 um S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/PCZ/1/25
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubosciomierze ultradzwigkowe 3 mm do 48 mm 0,03 mm S Procedura wewnetrzna

PP TENSLAB/UMG/2/19

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem wzorca
schodkowego

Wersja strony: A

Wydanie nr 19, 22.12.2025 r. 2/8



PCA

Zakres akredytacji Nr AP 180

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy N|epe_w nos¢ dla Mlej_sce Metoda pomiarowa
pomiaru CMC dziat.
Diugosé
Komparatory do ptytek wzorcowych 0 mm do 100 mm 30 nm S,P Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/KOMP/1/22
w oparciu o
EURAMET cg-2
Version 2.1 (02/2023)
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Macki czujnikowe do pomiaréw wewnetrznych 0 mm do 100 mm 4 pm S Procedura wewnetrzna
100 mm do 150 mm 5pum PP TENSLAB/PCZ/1/25
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Macki czujnikowe do pomiaréw zewnetrznych 0 mm do 50 mm 3 pm S Procedura wewnetrzna
50 mm do 150 mm 4 ym PP TENSLAB/PCZ/1/25
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Mikrometry wewnetrzne 5 mm do 50 mm 3,0 ym S Procedura wewnetrzna
50 mm do 150 mm 3,2 um PP TENSLAB/PMwew/1/19
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Mierniki do pomiaru grubosci 0 pm do 300 pm 2,1 ym S Procedura wewnetrzna
powlok 300 pm do 1000 ym 4,1 pm PP TENSLAB/MGR/2/24
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
folii wzorcowych
Mikrometry zewnetrzne 0 mm do 1000 mm 1+10 L pym S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/MIKR.ZEW/5/18
L — wielko$¢ mierzona (m)
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Plytki wzorcowe klasy (0, 1, 2) 0,5 mm do 100 mm 0,08+ 0,4 L um S PN-EN ISO 3650:2000
L — wielko$¢ mierzona (m) Metoda poro’wnawcza
z zastosowaniem
komparatora
dwuczujnikowego
Przymiary sztywne Omdo3m 0,148 + 0,0022 - L mm S Procedura wewnetrzna
Przymiary pétsztywne PP TENSLAB/PRZ/2/20
L — wielko$¢ mierzona (m)
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
przymiaru sztywnego
Przymiary wstegowe O0mdo 30 m 0,148 + 0,022 - L mm S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/PRZ/2/20
L — wielko$¢ mierzona (m)
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
przymiaru sztywnego
Przyrzady suwmiarkowe specjalne S Procedura wewnetrzna
Spoinomierze PP TENSLAB/SP/2/18
- wysokos¢ spoin czolowych 0 mm do 15 mm 0,13 mm
- wysokos¢ spoin pachwinowych 0 mm do 20 mm 0,13 mm Metoda bezposrednia
- glebokos¢ podciecia do 7 mm 0,07 mm z zastosowaniem plytek
wzorcowych oraz
wateczkéw pomiarowych
Pierscienie wzorcowe 2 mm do 8 mm 2,0 ym S Procedura wewnetrzna
8 mm do 30 mm 2,1 um PP TENSLAB/PWz/4/25
30 mm do 60 mm 2,2 ym w oparciu o
60 mm do 100 mm 2,4 ym EURAMET cg-6
100 mm do 150 mm 2,7 ym Version 2.0 (03/2011)
150 mm do 175 mm 4,0 ym

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
dtugosciomierza

poziomego i pierscienia
wzorcowego
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Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Nlepe_wnosc dia Mlej_sce Metoda pomiarowa
pomiaru CMC dziat.
Diugosé
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe 0 mm do 40 mm 4 ym S Procedura wewnetrzna
40 mm do 60 mm 4,1 um PP TENSLAB/SGT/4/25
60 mm do 100 mm 4,4 ym
100 mm do 200 mm 4,8 um Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
dtugosciomierza
poziomego
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe walcowe 2,5mm do 4 mm 3,1 um S Procedura wewnetrzna
4 mm do 80 mm 3,6 ym PP TENSLAB/SGP/5/25
80 mm do 100 mm 3,7 um w oparciu o
100 mm do 200 mm 4,1 pm EURAMET cg-10
200 mm do 225 mm 4,5 ym Version 2.1 (12/2012)
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza
poziomego
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stozkowe 3 mm do 100 mm 4,0 ym S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/SGS/1/20
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
dlugosciomierza
poziomego
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe stozkowe 3 mm do 100 mm 4,0 ym S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/SGS/1/20
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
dlugosciomierza
poziomego
Sprawdziany pierscieniowe gtadkie 8 mm do 30 mm 2,0 ym S Procedura wewnetrzna
30 mm do 60 mm 2,1 ym PP TENSLAB/WZ.WEW/2/25
60 mm do 100 mm 2,6 pm
100 mm do 150 mm 2,8 ym Metoda bezposrednia
150 mm do 175 mm 3,0 ym z zastosowaniem
dlugosciomierza
poziomego
Sprawdziany ttoczkowe 1 mm do 50 mm 1,1 ym S Procedura wewnetrzna
50 mm do 100 mm 1,9 um PP TENSLAB/SO/3/25
100 mm do 200 mm 2,5pum
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza
poziomego
Suwmiarki 0 mm do 150 mm 20 um S Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 27 ym PP TENSLAB/SUW/4/18
0 mm do 400 mm 28 ym
0 mm do 500 mm 30 ym Metoda bezposrednia
0 mm do 600 mm 33 um z zastosowaniem plytek
0 mm do 1000 mm 50 ym wzorcowych
0 mm do 1500 mm 70 ym
Srednicowki mikrometryczne dwupunktowe 0 mm do 100 mm 3,6 ym S Procedura wewnetrzna
0 mm do 175 mm 5,3 ym PP TENSLAB/SM/1/18
0 mm do 275 mm 6,7 pm
0 mm do 375 mm 8,5 ym Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Srednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe 2 mm do 100 mm 3,7 ym S Procedura wewnetrzna
100 mm do 200 mm 4,7 pm PP TENSLAB/PMwew/1/19
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem pierscieni
wzorcowych
Srednicéwki czujnikowe 0 mm do 100 mm 3,5 um S Procedura wewnetrzna
100 mm do 300 mm 6,5 ym PP TENSLAB/Scz/1/22
300 mm do 500 mm 10,0 ym
! Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢ dla
pomiaru CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Dlugosé

Szczelinomierze
- listkowe

0,02 mm do 2 mm

2,4 ym

S

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/SzL/1/23

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
mikrometru

Wateczki pomiarowe

0 mm do 30 mm

0,9 ym

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/WP/3/25

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza

poziomego

Wzorce nastawcze do wymiaréw wewnetrznych

8 mm do 30 mm

30 mm do 60 mm
60 mm do 100 mm
100 mm do 150 mm
150 mm do 175 mm

2,0 ym
2,1 ym
2,6 ym
2,8 ym
3,0 um

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/WZ.WEW/2/25

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza

poziomego

Wysokosciomierze suwmiarkowe

0 mm do 300 mm
0 mm do 400 mm
0 mm do 500 mm
0 mm do 600 mm

27 pm
29 pym
30 pm
34 pm

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/WYS.SUW/1/18

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych

0 mm do 500 mm

0,5+10 - L ym

L — wielko$¢ mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/WZ.ZEW/4/25

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
diugosciomierza

poziomego

Kat

Poziomnice budowlane

Omdo25m

0,1°

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/Poz/1/25

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem optycznej
glowicy podzialowej

Poziomnice cyfrowe

4 x 90°

0,1°

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/Poz/1/25

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem optycznej
glowicy podzialowej

Katowniki 90°

do 400 mm
dtugos¢ dtuzszego
ramienia

7 pm

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/KK/1/18

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Katomierze

- traserskie

- uniwersalne
- cyfrowe

4 x 90°
0° do 360°

5
5

Katownice

0° do 210°

10’

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/KAT/1/18

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
katowych

Spoinomierze (kat ukosowania)

80° do 180°

0,6°

Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/SP/2/18

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
katowych

Wersja strony: A

Wydanie nr 19, 22.12.2025 r. 5/8



PCA

Zakres akredytacji Nr AP 180

. . . . Niepewnos¢ dla Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru CMC dziat. Metoda pomiarowa
Dlugos¢ (geometria powierzchni)
Profilometry stykowe Ra: S Procedura wewnetrzna
0 ym do 0,4 ym 0,10 pm PP TENSLAB/MCH/2/20
0 um do 2,93 ym 0,15 ym
0 pm do 6,5 ym 0,26 ym Metoda bezposrednia
Rz: z zastosowaniem wzorcow
0 pm do 1,5 ym 0,15 ym chropowatosci
0 um do 11,3 pm 0,63 ym
0 pm do 19,81 ym 1,12 ym
Moment sity
Klucze dynamometryczne 0,4 Nm do 20 Nm 1,7 % S PN EN ISO 6789-1:2017-03
20 Nm do 3000 Nm 0,9 % PN EN ISO 6789-2:2017-03
Wkretaki dynamometryczne 0,4 Nm do 20 Nm 1,7% S
Twardosé
Twardosciomierz Brinella S,P Procedura wewnetrzna
Twardosé HBW 2,5/187,5 2,0 % PP TENSLAB/TB/1/24
HBW 10/3000 2,0% w oparciu o
Sita PN-EN ISO 6506-2:2019
1839 N do 29420 N 0,22 %
Dlugosé
0 mmdo 1 mm 0,6 um
1 mm do 8 mm 1,5 ym
Twardosciomierze Rockwella S,P Procedura wewnetrzna
Twardosé HRBW 1 HRBW PP TENSLAB/TR/2/24
HRC 0,8 HRC w oparciu o
Sita 98,07 N do 1471 N 0,22 % PN-EN ISO 6508- 2:2024
Twardosciomierze Vickersa S,P Procedura wewnetrzna
Twardos¢ 200 HV30 do 800 HV30 2% PP TENSLAB/TV/1/22
200 HV10 do 800 HV10 2% w oparciu o
200 HV5 do 800 HV5 2% PN-EN ISO 6507-2:2018
Sita 49,03 N do 294,2 N 0,22 %
Dlugosé 0 mm do 1 mm 0,6 pm
Wilgotnos¢ wzgledna
Termohigrometry S Procedura wewnetrzna
Higrometry 28 %rh do 78 %rh 2,1 %rh PP TENSLAB/TH/3/22
Wzorcowanie w zakresie
temperatur 10 °C do 35 °C
Cisnienie
Cisnieniomierze sprezynowe -0,1 MPa do 0,25 MPa 1,2 - 10 MPa S Procedura wewnetrzna
Cisnieniomierze elektroniczne 0,25 MPa do 1 MPa 4,1 - 10 MPa PP TENSLAB/CE/1/18
1 MPa do 4 MPa 1,2 - 10" MPa PN EN 837-1:2000
4 MPa do 10 MPa 2,9 - 10 MPa
10 MPa do 35 MPa 1,0 - 102MPa
35 MPa do 70 MPa 2,3-102MPa
70 MPa do 100 MPa 5,8 - 102 MPa
100 MPa do 160 MPa 2,0 - 10" MPa
160 MPa do 200 MPa 2,4-10"MPa
200 MPa do 250 MPa 3,0 - 10" MPa
Temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) 10 °C do 35 °C 0,2°C S Procedura wewnetrzna
do pomiaru temperatury powietrza (wzorcowanie PP TENSLAB/TH/3/22
w komorze klimatycznej)
Temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne): S Procedura wewnetrzna
PP TENSLAB/TE/2/20
- wzorcowane w termostacie cieczowym .25°C do 0 °C 0,59 °C
0°C do 100 °C 0,10 °C
- wzorcowane w kalibratorze temperatury 50 °C do 150 °C 0,24 °C
150 °C do 300 °C 0,28 °C
Temperatura (termometria radiacyjna)
Pirometry (w tym pirometry radiacyjne, kamery 0°C do 100 °C 1,4°C S Procedura wewnetrzna
termowizyjne) 100 °C do 200 °C 1,6 °C PP TENSLAB/BPT/1/20
200 °C do 350 °C 2,0°C
350 °C do 500 °C 2,4°C

Wersja strony: A
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. . . . Niepewnos¢ dla Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru CMC dziat. Metoda pomiarowa
Wielkosci elektryczne w.cz.
Czas (przedziat czasu)
Czestotliwosé
Defektoskopy ultradzwiekowe S PN-EN ISO 22232-1:2021-02
testy grupy 2
- pomiar napigcia impulsu nadawczego 30V do 500V 4%
- pomiar przedziatu czasu impulsu nadawczego 2ns do 10 ns 2,4% + 0,43 ns
10 ns do 10 ms 4,81 % + 0,13 ns
- pomiar czestotliwosciowej odpowiedzi
wzmachiacza 0,01 MHz do 25 MHz 0,0001 MHz
- pomiar ro(wnowaznego poziomu szumu na
wejsciu 2-10""V/NHz do 1 - 10 VINHz 0,2 - 108 V/NHz
- pomiar doktadnosci ttumika 0dB do 100 dB 0,3dB
- pomiar liniowosci podstawy czasu 0,01 % WE do 100 % WE" 0,15 % WE"
Grubosciomierze ultradzwigkowe S PN-EN 15317:2014-02
testy grupy 2
- pomiar napiecia impulsu nadawczego 30V do 500 V 4% z wytaczeniem pkt.

- pomiar przedziatu czasu impulsu nadawczego

2ns do 10 ms
10 ns do 10 ms

2,4 % + 0,43 ns
4,81 % + 0,13 ns

9.4,9.6,9.7, 9.9, 9.12, 9.13,
9.16

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos$é rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.

Warto$¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy
procentowego udziatu w warto$ci wielkosci mierzone;j.

" procent wysokosci ekranu defektoskopu
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 180

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

HOLOGRAM KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN

HOLOGRAM
HOLOGRAM

——  / .
KATARZYNA WISNIEWSKA

dnia: 22.12.2025 .
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